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Microscopia Electronica y Espectroscopia

Clave: Semestre: | Campo de conocimiento: No. Créditos:
6° Fisica y Quimica 8
Caracter: Obligatoria Horas Horas por semana | Total de Horas
o - Teoria: | Practica:
Tipo: Teorico-Practica 5 1 10 80
Modalidad: Laboratorio Duracion del programa: 8 semanas

Seriacion: No( x )Si( ) Obligatoria ( ) Indicativa( )
Asignatura antecedente: Ninguna
Asignatura subsecuente: Ninguna

Objetivo general:

Distinguir los principios fisicos y quimicos de los diferentes métodos de microscopias y espectroscopias
utilizadas comunmente en la caracterizacion de materiales. Aplicar estos conceptos y tecnologias en el
analisis experimental de materiales sustentables.

Objetivos especificos:

1. Describir los fundamentos fisicos y quimicos asociados a las diferentes tecnologias para el analisis
microscopico y espectroscdpico de materiales.

2. Asociar la instrumentacidn requerida con cada una de las técnicas estudiadas.

3. Preparar las muestras requeridas para cada procedimiento.

4. Aplicar los conceptos tedricos en la interpretacion de resultados practicos al caracterizar materiales
sustentables con cada una de estas técnicas.

indice Tematico

Unidad Tema — Horas —
Tedricas Practicas
1 Microscopia electrénica de barrido 9 6
2 Microscopia electrénica de transmisién 15 10
3 Microscopia de fuerza atémica 5 4
4 Espectroscopia de absorcion infrarroja 3 2
5 Espectroscopia de absorcion UV-visible 3 2
6 Espectroscopia de resonancia magnética nuclear 9 6
7 Espectroscopia de masas 4 2
Total de horas: 48 32
Suma total de horas: 80




Contenido Tematico

Unidad

Temas y subtemas

Microscopia electrénica de barrido

1.1. Interaccion de electrones con materia.

1.2. Principio de funcionamiento del SEM.

1.3. Electrones secundarios y retrodispersados.

1.4. Energia de rayos X caracteristicos y analisis de composicion por EDS.
1.5. Preparacién de muestras.

1.6. Imégenes con electrones secundarios y retrodispersados.

1.7. Aplicaciones.

Microscopia electronica de transmisién

2.1. Fendmenos de difraccién con materia.

2.2. El microscopio electrénico de transmision y su ptica.
2.3. Fenémenos de dispersion.

2.4. Dispersion inelastica de electrones y espectroscopia.
2.5. Difraccién de electrones y cristalografia.

2.6. Difraccion de contraste en TEM.

2.7. Preparacion de muestras.

2.8. Aplicaciones.

Microscopia de fuerza atémica
3.1. Principios de funcionamiento del AFM.
3.2. Tipos de puntas.

3.3. Modos de operacion basica.
3.3.1. Tunelamiento STM.
3.3.2. Contacto intermitente.
3.3.3. Contacto.

3.3.4. Fuerza lateral.
3.3.5. Modo de fase.

3.4. Preparacion de muestras.

3.5. Procesamiento de imagenes.

3.6. Aplicaciones.

Espectroscopia de absorcion infrarroja
4.1. El proceso de absorcion infrarroja.
4.2. Modos de doblamiento y estiramiento.
4.3. El espectrémetro de infrarrojo.
4.3.1. Espectrometros dispersivos.
4.3.2. Espectrémetros por transformada de Fourier.
4.4, Preparacion de muestras.
4.5. Ley de Beer-Lambert.
4.6. Aplicaciones.

Espectroscopia de absorcién UV-visible

5.1. Excitaciones electrénicas.

5.2. Principios de la espectroscopia de absorcion.
5.3. Instrumentacion.

5.4. Preparacion de muestras.

5.5. Aplicaciones.

Espectroscopia de resonancia magnética nuclear

6.1. Estados de espin nuclear y sus densidades de poblacién.
6.2. Momentos magnéticos nucleares.

6.3. Energia de absorcién y resonancia de absorcion.




6.4. Desplazamiento debido al entorno quimico.
6.5. Efectos de bloqueo diamagnético.

6.5.1. Por electronegatividad.

6.5.2. Por hibridacion.

6.5.3. Por acidez e intercambio de protones.
6.6. Acoplamiento o separacion de espines. Tridngulo de Pascal.
6.7. Instrumentacion.

6.7.1. Equipos de onda continua.

6.7.2. Equipos de onda pulsada y transformada de Fourier.
6.8. Preparacion de muestras.
6.9. Aplicaciones.

Espectroscopia de masas
7.1. Introduccién al espectrometro de masas.
7.2. Preparacién de muestras.
7.3. Métodos de ionizacion.
7.3.1. lonizacion de electrones.
7.3.2. lonizaci6n quimica.
7.3.3. Técnicas de ionizacion-desorcion (SIMS, FAB y MALDI).
7.3.4. lonizacion por electro-aerosol.
7.4. Andlisis de masas.
7.4.1. Analizador de sector magnético.
7.4.2. Analizador de doble enfoque.
7.4.3. Analizador de cuadrupolo.
7.4.4. Analizador de tiempo de vuelo.
7.5. Deteccion y cuantificacion, el espectro de masas.
7.6. Determinacién de peso y formula molecular.
7.6.1. Determinacion precisa de masa.
7.6.2. Razon de isdtopos.
7.7. Andlisis estructural. Regla de Stevenson.
7.8. Aplicaciones.
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Sugerencias didacticas:
Exposicién oral
Exposicién audiovisual
Ejercicios dentro de clase
Ejercicios fuera del aula
Seminarios

Lecturas obligatorias
Trabajo de investigacion

Practicas de taller o laboratorio

Practicas de campo

Otras: Aprendizaje basado en proyectos
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Mecanismos de evaluacion del aprendizaje de los
alumnos:

Examenes parciales (x)
Examen final escrito (x)
Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Exposicion de seminarios por los alumnos  (x)
Participacion en clase (x)
Asistencia (x)
Seminario (x)
Otras: Bitacora, reporte de trabajo de
investigacion (x)
Portafolios

Perfil profesiografico:

Fisico, Quimico o Ingeniero Quimico, de preferencia con Doctorado en un area afin. Con experiencia

docente.




